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Zainteresowania  Oddzialywanie silnych femtosekundowych impulséw z zakresu skrajnego nadfioletu (XUV) i
naukowe:  rentgenowskiego z materiag. Wplyw proceséw transportu energii, tadunku i masy na zmiany

strukturalne w ciatach statych. Wytrzymatos¢ radiacyjna optyki XUV i rentgenowskiej.
Rozwdj optyki i technik doswiadczalnych dla krotkofalowych laserow na swobodnych
elektronach — powtoki optyczne o wysokiej wytrzymatos$ci radiacyjnej, amplitudowe dzielniki
wiazki 1 interferometria rentgenowska, charakteryzacja silnych impulséw promieniowania.
Wytwarzanie i charakteryzacja cieplej gestej plazmy z uzyciem laser6w na swobodnych
elektronach.
Badanie zmian strukturalnych w cienkich warstwach indukowanych ultrakrétkimi (fs-ns)
impulsami laserowymi z zastosowaniem promieniowania synchrotronowego i laserow na
swobodnych elektronach.
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